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2. Zaklady difrakcie rtg. ziarenia na kryStalovej mriezke, Braggova rovnica, recipro¢na mriezka,
podmienky difrakcie, Strukturny faktor.

3. Rontgenové difrakéné metddy monokrystalové a praskové, filmova a pocitaCova registracia
difraktovaného Ziarenia, detektory rtg. ziarenia.

4. Préaskové metddy (Debyeova-Scherrerova metoda, Seemanova-Bohlingova metoda, metoda
Braggova-Brentanova), vyhody a nevyhody, spdsoby interpretacie difraktogramov.

5. Kovalitativna fdzova analyza, postup vyhodnotenia, databazy difrakénych dat, Hanawaltove
indexy.

6. Kvantitativna fazové analyza s vnitornym Standardom, postup vyhodnotenia, presnost’ metody.

7. Kvantitativna fazova analyza s vonkaj$im Standardom, postup vyhodnotenia, presnost’ metody.

8. Kvantitativna fazova analyza bezstandardova, postup vyhodnotenia, presnost’ metody.

9. Analyza difrakénych profilov, aproximécia matematickymi funkciami.

10. UrCovanie presnych mriezkovych parametrov, vel’kosti kryStalitov a vnutornych napéti.

11. Fyzikalne zéklady mikroanalyzy, pruzny a nepruzny rozptyl elektronov, odrazené, sekundarne,
absorbované a transmitované elektrony, rtg. ziarenie.

12. Fyzikalne zéklady transmisnej elektronovej mikroskopie.

13. Konstrukcia transmisného elektronového mikroskopu, popis stcasti a princip ¢innosti.

14. RozliSovacia schopnost’ transmisného elektronového mikroskopu, rozliSenie a zvicSenie
obrazu.

15. Vzorky pre transmisnu elektronovi mikroskopiu a ich priprava.

16. Vznik obrazu v transmisnom elektronovom mikroskope a jeho interpretécia.

17. Elektronova difrakcia, Ewaldova konstrukcia, pristrojova konstanta, indexovanie difrakénych
spektier.

18. Aplikacie transmisnej elektronovej mikroskopie v materidlovom inzinierstve.

19. Fyzikalne zaklady riadkovacej elektronovej mikroskopie.

20. Princip ¢innosti a hlavné sucasti riadkovacieho elektronového mikroskopu.

21. Rozlisovacia schopnost’ a hibka ostrosti obrazu riadkovacieho elektronového mikroskopu.

22. Aplikécie riadkovej elektronovej mikroskopie v materidlovom inZinierstve.

23. Princip ¢innosti elektronového mikroanalyzétora s vinovodisperznym spektrometrom,
analyzujuce krystaly, Standardizacia, vyhody a nevyhody metddy.
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SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
MATERIALOVOTECHNOLOGICKA FAKULTA SO SIiDLOM V TRNAVE
USTAV MATERIALOV

Predmet Statnej skusky

Experimentalne metody Studia materialov

Vznik rtg. Ziarenia, zdroje rtg. Ziarenia, druhy ziarenia, intenzita Ziarenia.

T: +421 918 646 072 F: +421 906 068 499 WWW.MTF.STUBA.SK
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TU SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
TF MATERIALOVOTECHNOLOGICKA FAKULTA SO SIiDLOM V TRNAVE
USTAV MATERIALOV

Princip ¢innosti elektronového mikroanalyzatora s energiovodisperznym spetrometrom, popis
polovodicového detektora, sposob separacie energetickych kvant, semikvantitativna analyza,
vyhody a nevyhody metody.

Korekcie pri kvantitativnej mikroanalyze, pri€iny nepresnosti pri merani. Prekryvanie
spektralnych ¢iar.

Augerova elektronova spektroskopia, fyzikalne principy, popis zariadenia, sposoby
vyhodnotenia spektier.

Spektroskopia energetickych strat elektronov (EELS), fyzikalne principy, interpretacia spektier,
oblasti pouzitia

Rtg. fluorescencna spektroskopia, princip ¢innosti, kalibrécia, oblasti pouzitia

Optickd emisna spektroskopia, typy spektrometrov, oblasti pouzitia, Schiebeho-Lomakinov
vztah, Standardizacia a kalibracia pristrojov.

Mossbauerova spektroskopia, fyzikalne principy, spodsob merania, analyza spektier, aplikacné
moZznosti.

Hmotnostna spektrometria sekundarnych iénov, fyzikalne principy, zariadenia, hibkové profily,
analyza spektier.



